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Przedmiotem wynalazku jest spos6b pomiaru
wsp6lczynnika odbicia przeznaczony szczegdlnie do
stosowania w pomiarach glowic ultra wielkiej
czestotliwoscei.

Znane sposoby i uklady pomiaru wspélczynnika
odbicia posiadajg szereg wad. Metody pomiaru
wsp6lezynnika odbicia przy pomocy Z-g-diagrafu,
linii szczelinowej i reflektometru wymagaja dro-
giego i skomplikowanego sprzetu pomiarowego, sa
bardzo pracochlonne i pozwalajg na pomiar wspéi-
czynnika odbicia na jednej okre§lonej czestotli-
woSci.

Techniczna metoda pomiaru wspétezynnika od-
bicia przy pomocy kabla pomiarowego, sondy de-
tekeyjnej wielkiej czestotliwoSei i wobuloskopu
lub generatora i woltomierza — ze wzgledu na
wplyw tlumienia kabla — ma zakres stosowania
ograniczony czestotliwoécia okolo 200 MHz, a po-
nadto cechuje sie¢ malg dokladno$ciag i selektyw-
no$cig pomiaru. Metoda wobuloskopowa, przy po-
mocy reflektometru i wobuloskopu stosowana w
zakresie czestotliwo$ci od 500 MHz do 3000 MHz,
ze wzgledu na wymagany duzy poziom napiecia
pomiarowego, nie nadaje sie do pomiaru ukladéw,
w ktorych dopuszczalna wielko§¢ napiecia nie
przekracza kilkudziesieciu miliwoltéw. Jej wada
jest konieczno$é stosowania drogiego, skompliko-
wanego ukladu automatyki, na przyklad lampy z
fala biezaca w celu otrzymania stalego poziomu
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2
mocy na wyjSciu sprzegacza fali padajacej w ca-
lym zakresie czestotliwosci.

Celem wynalazku jest umozliwienie pomiaru
wspéiczynnika odbicia szczegblnie glowic ultra-
wielkiej czestotliwo$ci mozliwie szybko i przy wy-
korzystaniu nieskomplikowanego sprzetu pomiaro-
wego. '

Zadaniem wynalazku jest opracowanie sposobu
realizujgcego postawiony cel.

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie
sposobu pomiaru, wedilug ktérego napiecie fali pa-
dajacej i odbitej pobiera sie ze sprzegaczy reflek-
tometru, nastgpnie wzmacnia sig je we wzmacnia-
czu wielkiej czestotliwoéci, po czym poddaje sie je
przemianie w mieszaczu i z kolei wzmacnia sie we
wzmacniaczu posredniej czestotliwosci, dalej za$
poddaje sie detekeji i przyklada na wejScie odchy-
lania pionowego oscyloskopu, za§ wielko§é wspol-
czynnika odbicia okre§la sie bezposrednio jako
stosunek wysokoSci charakterystyki fali odbitej do
wysokoSci charakterystyki fali padajgcej.

Sposéb wedlug wynalazku jest objasniony poni-
zej na podstawie rysunku, ktéry przedstawia sche-
mat blokowy ukladu pomiarowego,

W sklad ukladu pomiarowego wchodzi wobula-
tor 1, reflektometr 2, glowica 3, na ktérej doko-
nuje si¢ pomiaru wspoélczynnika odbicia, detektor
4, dwustrumieniowy oscyloskop 5, przestrajany
wzmacniacz wielkiej czestotliwo$ci 6, mieszacz z
oscylatorem 7, wzmacniacz posredniej czestotli-



58569

3

wosci 8 i detektor 9. Wi praktycznym rozwigzaniu
ukladu pomiarowego funkcje wzmacniacza 6 i mie-
szacza z oscylatorem 7 moze spelniaé glowica iden-
tycznego typu jak badana.

Spos6b pomiaru wedlug wynalazku przebiega
nastepujaco: .

Napiecie fali padajgcej podawane jest ze sprze-
gacza reflektometru (pozycja a) ma wzmacniacz
wielkiej czestotliwo$ci 6 dostrojony do czestotli-
woSci pomiarowej. Napiecie to, po wzmocnieniu
we wzmacniaczu 6 poddawane jest przemianie w
mieszaczu z oscylatorem 7. Uzyskany sygnal cze-
stotliwoéci posredniej po wzmocnieniu we wzmac-
niaczu pofredniej czestotliwosci 8 i detekcji w de-
tektorze 9 doprowadzony jest do jednego z toréw
odchylania pionowego oscyloskopu 5, dajac na
ekranie charakterystyke o szerokoSci okre§lonej
obwodami poSredniej czestotliwo§ci wzmacnia-
cza 8. ‘

Regulatorem wzmocnienia oscyloskopu ustawia
sie wysoko§é charakterystyki ré6wng umownej jed-
no$ci. Nastepnie wejScie wzmacniacza 6 przelgcza
sie na sprzegacz fali odbitej reflektometru 2 (po-
zycja b). Przy zapewnieniu liniowej detekcji, wy-
soko§é otrzymanej charakterystyki w stosunku do
przyjetego poziomu umownej jedno$ci odpowiada
wprost wspéiczynnikowi odbicia.

Spos6b wedlug wynalazku mozna upro$ci¢ przez
wyeliminowanie pomiaru fali padajgcej przy kaz-
dym pomiarze. Przy stalym poziomie sily elektro-
motorycznej wobulatora 1 w funkeji czestotliwosci
oraz odwrotnym uksztaltowaniu charakterystyki
wzmocnienia wzmacniacza 6 w funkcji czestotli-
wosci do czuloSci sprzegacza fali odbitej, wystar-
czy jednorazowe wycechowanie ukladu i dalsze po-
miary mozna wykonaé przy uzyciu wylgcznie
sprzegacza fali odbitej (pozycja b).

W pomiarach technicznych, gdzie nie jest wyma-
gana duza dokladno$é, mozna zrezygnowaé z po-
miaru fali padajacej oraz przelgczania i wykony-
waé pomiary w pozycji b przelacznika wylgcznie
przy uzyciu sprzegacza fali odbitej. Cechowanie
mozna realizowaé dla kazdej czestotliwoSci przez
zwieranie wejScia badanej glowicy 3.

W przypadku, gdy glowica badana posiada wy-

tacznie wejScie symetryczne, nalezy miedzy tor

wielkiej czestotliwo$ci reflektometru 2, a badang
glowica 3 wlaczy¢é pomiarowy bezstratny symetry-
zator.

Spos6b pomiaru bedacy przedmiotem wynalazku
umozliwia pomiar wspélczynnika odbicia przy na-

pieciu pomiarowym mniejszym od 20 mV, dzieki.

czemu moze byé stosowany do pomiaru glowic
tranzystorowych, Pozwala na dokladny pomiar
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wspollczynnika odbicia na dowolnej czestotliwoéci,
w spos6b szybki, prosty i nie wymagajgcy skom-
plikowanej aparatury co predystynuje go do po-
miaréw tak laboratoryjnych jak i technicznych.

Dobierajgc odpowiednio szeroko§é pasma wzmac-
niacza poSredniej czestotliwo$ci 8 mozna oceniaé
wspblezynnik odbicia okre§lonego obszaru kanaltu
telewizyjnego np. 1,5 MHz wok6l czestotliwosei
no$nej wizji.

Sposéb bedacy przedmiotem wynalazku umozli-
wia szybki i dokladny pomiar wsp6lczynnika, od-
bicia glowic ultrawielkiej czestotliwo$ci i wielkiej
czestotliwo$ei stosowanych w odbiornikach tele-
wizyjnych, a takze nadaje sie¢ do pomiaru wsp6t-
czynnika odbicia radiofonicznych glowic fal ultra-
krétkich.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b pomiaru wspélczynnika odbicia zwla-
szcza glowic ultrawielkiej czestotliwoéei, w ktérym
sygnat wielkiej czestotliwosci z wobulatora .poda-
wany jest poprzez reflektometr na wejscie mierzo-
nej glowicy zmamienny tym, ze napiecia fali pa-
dajacej i odbitej pobiera si¢ ze sprzegaczy reflekto-

“metru (2), nastepnie wzmacnia sie je we wzmac-

niaczu (6) wielkiej czestotliwo§ei, po czym poddaje
sie je przemianie w mieszaczu (7) i z kolei wzmac-
nia sie we 'Wzmacniaczu (8) poéredniej czestotli-
woSci, a dalej poddaje detekeji w detektorze (9)
i przyklada si¢ na wejécie odchylania pionowego
oscyloskopu (5) za§ wielko§é wspbdlczynnika odbicia
okre§la sie bezposrednio jako istosunek wysoko§ci
charakterystyki fali odbitej do wysokosci charakte-
rystyki fali podajgcej. :

2. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1 znamienna
tym, ze przy stalym poziomie sily elektromotorycz-
nej wobulatora (1) w funkcji czestotliwo$eci oraz od-
wrotnym wuksztaltowaniu charakterystyki przeno-
szenia wzmacniacza (6) wielkiej czestotliwo§ci w
stosunku do czuloéci sprzegacza fali odbitej reflek-
tometru (2), napiecie wielkiej czestotliwo$ci pobiera
sie wylacznie ze sprzegacza fali odbitej reflekto-
metru (2) i przyklada sie go na wejScie wzmacnia-
cza (6) wielkiej czestotliwo$ci, przy czym uktad po-
miarowy cechuje sie jednorazowo.

3. Odmiana sposobu wedlug zastrzezenia 1 zna-
mienna tym, Ze sygnal wielkiej czestotliwo$ei po-
biera si¢ wylacznie ze sprzegacza fali odbitej ref-
lektometru (2) i przyklada sie go na wejscie
wzmacniacza (6), wielkiej czestotliwo$ci, przy czym
uklad pomiarowy cechuje sie dla kazdej czestotli-
wosci pomiarowe]j przez zwieranie wejscia bada-
nej glowicy (3).
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